2016年半导体材料标准工作会议预安排（按项目顺序）
	序号
	计划编号
	项目名称
	完成
年限
	起草单位
	制/修订
	类别
	讨论
	预审
	审定

	1 
	20132164-T-469
	蓝宝石晶体缺陷图谱
	2015
	中国科学院上海光学精密机械研究所
	制定
	基础
	-
	-
	4

	2 
	20140933-T-610
	高纯二氧化锗
	2016
	南京中锗科技股份有限公司
	修订
	产品
	-
	-
	6

	3 
	20140939-T-610
	还原锗锭
	2016
	南京中锗科技股份有限公司
	修订
	产品
	-
	-
	6

	4 
	20140955-T-610
	区熔锗锭
	2016
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
	修订
	产品
	-
	4
	10

	5 
	20140956-T-610
	区熔锗锭化学分析方法 第1部分  砷含量的测定  砷斑法
	2016
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
	制定
	方法
	-
	6
	10

	6 
	20141761-Q-469
	多晶硅企业单位产品能源消耗限额
	2017
	洛阳中硅高科技有限公司
	修订
	管理
	-
	6
	10

	7 
	20141871-T-469
	200mm硅外延片
	2015
	南京国盛电子有限公司
	制定
	产品
	-
	-
	4

	8 
	20141873-T-469
	电子级多晶硅中基体金属杂质含量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	2015
	江苏中能硅业科技发展有限公司
	制定
	方法
	-
	-
	4

	9 
	20141875-T-469
	硅单晶中碳、氧含量的测定  低温傅里叶变换红外光谱法
	2015
	昆明冶研新材料股份有限公司
	制定
	方法
	-
	-
	4

	10 
	20141877-T-469
	流化床法颗粒硅
	2016
	江苏中能硅业科技发展有限公司
	制定
	产品
	-
	-
	6

	11 
	20141878-T-469
	太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片
	2015
	厦门市三安光电科技有限公司
	制定
	产品
	-
	-
	4

	12 
	20141880-T-469
	用区熔法和光谱分析法评价颗粒状多晶硅的规程
	2015
	江苏中能硅业科技发展有限公司
	制定
	方法
	-
	-
	4

	13 
	20141897-T-469
	太阳能电池砷化镓单晶抛光片
	2015
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
	制定
	产品
	-
	-
	4

	14 
	20141898-T-469
	太阳能电池用多晶硅 
	2016
	洛阳中硅高科技有限公司
	修订
	产品
	-
	-
	6

	国标委综合[2015]30号《国家标准委关于下达2015年第一批国家标准制修订计划的通知》   2015年4月30日

	15 
	20150500-T-610
	区熔锗锭化学分析方法 第2部分 铝、铁、铜、镍、铅、钙、镁、钴、铟、锌含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	24
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
	制定
	方法
	-
	6
	10

	16 
	20150504-T-610
	锗晶体缺陷图谱
	36
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
	修订
	基础
	4
	11
	-

	国标委综合[2015]52号《国家标准委关于下达2015年第二批国家标准制修订计划的通知》  2015年7月31日

	17 
	20151533-T-469
	太阳能电池用硅单晶
	36
	有研半导体材料有限公司
	修订
	产品
	6
	10
	-

	18 
	20151534-T-469
	氮化镓衬底片载流子浓度的测试 拉曼光谱法
	36
	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
	制定
	方法
	-
	11
	-

	19 
	20151786-T-469
	硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法
	24
	峨嵋半导体材料研究所
	修订
	方法
	4
	8
	-

	20 
	20151787-T-469
	太阳能电池用硅单晶切割片
	36
	浙江省硅材料质量检验中心、万向硅峰电子股份有限公司、有研半导体材料有限公司
	修订
	产品
	6
	10
	-

	21 
	20151788-T-469
	硅单晶切割片和研磨片
	36
	有研半导体材料有限公司
	修订
	产品
	-
	8
	

	22 
	20151789-T-469
	半导体材料牌号表示方法
	36
	浙江省硅材料质量检验中心、有色金属技术经济研究院
	修订
	基础
	4
	11
	-

	23 
	20151790-T-469
	硅外延层晶体完整性检验方法 腐蚀法
	24
	南京国盛电子有限公司
	修订
	方法
	-
	8
	11

	24 
	20151791-T-469
	硅抛光片表面颗粒测试方法
	24
	有研半导体材料有限公司
	修订
	方法
	4
	8
	-

	25 
	20151792-T-469
	硅片载流子复合寿命的无接触微波反射光电导衰减测试方法
	24
	有研半导体材料有限公司
	修订
	方法
	4
	8
	-

	26 
	20151793-T-469
	非本征半导体材料导电类型测试方法
	24
	乐山市产品质量监督检验所
	修订
	方法
	4
	8
	-

	27 
	20151794-T-469
	硅单晶抛光片
	36
	有研半导体材料有限公司
	修订
	产品
	-
	8
	-

	国标委综合[2015]73号《国家标准委关于下达2015年第三批国家标准制修订计划的通知》  2015年12月7日

	28 
	20153656-T-469
	硅多晶真空区熔基硼检验方法
	24
	峨嵋半导体材料研究所
	修订
	方法
	10
	-
	-

	29 
	20153657-T-469
	硅多晶气氛区熔基磷检验方法
	24
	峨嵋半导体材料研究所
	修订
	方法
	10
	-
	-

	工信厅科[2015]429号《工业和信息化办公厅关于印发2015年第二批行业标准制修订计划的通知》  2015年6月17日

	30 
	2015-0338T-YS
	非本征半导体中少数载流子扩散长度的测试 稳态表面光电压法和稳态光通量法
	2017
	有研半导体材料有限公司
	修订
	方法
	6
	11
	-

	31  
	2015-0339T-YS
	高纯二氧化锗化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法测定镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷量
	2017
	国家有色金属质量监督检验中心
	修订
	方法
	6
	11
	-

	32 
	2015-0340T-YS
	高纯二氧化锗化学分析方法 硫氰酸汞分光光度法测定氯量
	2017
	国家有色金属质量监督检验中心
	修订
	方法
	6
	11
	-

	33 
	2015-0341T-YS
	高纯二氧化锗化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量
	2017
	国家有色金属质量监督检验中心
	修订
	方法
	6
	11
	-

	34 
	2015-0342T-YS
	高纯二氧化锗化学分析方法 石墨炉原子吸收光谱法测定砷量
	2017
	国家有色金属质量监督检验中心
	修订
	方法
	6
	11
	-

	35 
	2015-0343T-YS
	高纯二氧化锗化学分析方法 石墨炉原子吸收光谱法测定铁量
	2017
	国家有色金属质量监督检验中心
	修订
	方法
	6
	11
	-

	36 
	2015-0347T-YS
	区熔锗锭电阻率测试方法  两探针法
	2017
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
	修订
	方法
	4
	10
	-

	工信厅科[2015]115号《工业和信息化办公厅关于印发2015年第三批行业标准制修订计划的通知》  2015年9月16日

	37 
	2015-1079T-YS
	改良西门子法多晶硅副产品 四氯化硅
	2017
	洛阳中硅高科技有限公司
	制定
	产品
	6
	10
	-


